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摘要(译)

本发明的一个方面是试剂测试条，其包括：a）包括样品孔的顶部支撑
层; b）膜，其包括用于指示靶标浓度的试剂系统; c）扩散层; d）底部支
撑层，其包括与样品孔基本对齐或近似对齐的测量端口。优选地，膜固
定在顶部支撑层上;膜位于顶部支撑层和底部支撑层之间;扩散层位于顶部
支撑层上方并与样品孔基本对齐或近似对齐;施加到扩散层的流体通过样
品孔并与膜接触。图（1）显示了本发明的测试条的优选实施方案的透视
图和侧视图。
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